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National testfacilitet til understattelse af udviklingen
inden for mikro- og nanostrukturerede produkter

FORCE Technology og Dansk Fundamental Metrologi (DFM) inviterer til en temadag om op-
byggelsen af en national testfacilitet, hvor materialer, produkter og vaerktgjer kan testes og
verificeres for funktionelle egenskaber.

Visionen er at skabe et testcenter for den bredere del af industrien til udvikling og test af over-
fladeegenskaber pa mikro- og nanoniveau, bade med hensyn til kemiske sammensaetning og
topografi, herunder avancerede ruhedsmalinger.

Baggrund

Avancerede male- og analysemetoder til karakterisering af mikro- og nanostrukturerede
produktionsvaerktajer og produkter er en ngdvendig forudsaetning for innovation, udvikling
og kvalitetssikring. Specialiseret karakteriseringsudstyr er dyrt, s& det er gnskeligt at opbygge
en national testfacilitet, der mader behovet for hurtige, palidelige og sporbare karakteriser-
ingsydelser af overfladestrukturer i stgrrelsesordener fra nm til cm.

Testfaciliteten er et samarbejde mellem FORCE Technology og Dansk Fundamental Metrologi
(DFM), der er gdet sammen om en samlet facilitet for industrien med state-of-the-art udstyr
inden for overfladekarakterisering.

Malgruppe

Mikro- og nanostrukturerede produkter anvendes inden for et bredt omrade af forskellige
virksomheder. Alle der gnsker hurtige og sporbare karakteriseringer af deres produkter i
forbindelse med design, kvalitetssikring, slid, skader, korrosion mv. kan deltage i temadagen.

Temadagen er arrangeret af FORCE Technology og DFM i samarbejde med resultatkontrakt
-projektet “Dokumentation af mikro- og nanostrukturerede produkter”, Hajteknologifonds
-projektet Nanoplast og Innovationskonsortiet LIQCOPR

Dato, tid & sted

18/11-12 KI. 9.30-15.00

FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brendby
(09.30-13.00)

DFM

Matematiktorvet 307
2800 Kongens Lyngby
(13.45-15.00)

Temadagen er gratis. Ved ude-
blivelse uden afbud opkraeves
et gebyr p& 500,- ekskl. moms

Yderligere information

Marianne Lund Madsen
E-mail: mima@force.dk
TIf. +45 43 26 74 85




Program

09.30-10.00

10.00-10.20

10.20-10.50

10.50-11.00

11.00-11.35

11.35-12.00
12.00-13.00
13.00-13.45
13.45-14.45

14.45-15.00

Tilmelding

Registrering og kaffe

Velkomst og introduktion: Ny testfacilitet med mulighed for hurtige, palidelige og sporbare karakteriseringer
v/ Specialist Jacob Markussen, FORCE Technology

Sporbare og ngjagtige malinger pa mikro/nano-skala
v/ Kvalitetschef Kai Dirscherl, Dansk Fundamental Metrologi (DFM)

Pause og kaffe

Avancerede karakteriseringer af strukturerede produkter og overflader, herunder avancerede overflade-
karakteriseringer.

v/ Specialist Thomas Fich Pedersen, FORCE Technology

Rundvisning med praktiske eksempler fra projektet og udstyrspraesentation, FORCE Technology
Frokost

Transport til DFM - Mulighed for samkgrsel med FORCE Technology/DFM medarbejder

Rundvisning med praktiske eksempler fra projektet og udstyrspraesentation, DFM

Afslutning og kaffe

Tilmeld dig temadagen hos Marianne Lund Madsen pa e-mail mima@force.dk. Tilmelding er bindende og foregar efter forst-

til-mglle-princippet.

Tilmeldingsfrist
13. november 2015

Yderligere information

Marianne Lund Madsen: TIf. 43 26 74 85/ E-mail: mIima@force.dk.
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